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前 言

    GB/T 2424.19是GB/T 2424《电工电子产品环境试验》的第19部分，下面列出GB/T 2424标准的

组成部分及其对应的IEC标准:

    —     GB/T 2424.1-2005 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则((IEC 60068-3-1:

          1974,IDT)

    —     GB/T 2424. 2-1993 电工电子产品基本环境试验规程 湿热试验导则(eqv IEC 60068-2-

          28:1990)

    —     GB/T 2424. 10-1993 电工电子产品基本环境试验规程 大气腐蚀加速试验的通用导则

          (eqv IEC 60355:1971)

    —     GB/T 2424. 11-1982 电工电子产品基本环境试验规程 接触点和连接件的二氧化硫试验

          导则

    —     GB/T 2424.12-1982 电工电子产品基本环境试验规程 接触点和连接件的硫化氢试验

          导则

    —     GB/T 2424.13-2002 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 温度变化试验导则

          (IEC 60068-2-33:1971,IDT)

    —     GB/T 2424.14-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 太阳辐射试验导则

          (idtIEC 60068-2-9:1975)

    —     GB/T 2424.15-1992 电工电子产品基本环境试验规程 温度/低气压综合试验导则

          (eqv IEC 60068-3-2:1976)

    —     GB/T 2424. 17-1995 电工电子产品环境试验 锡焊试验导则

    —     GB/T 2424. 19-2005 电工电子产品环境试验 模拟贮存影响的环境试验导则(IEC 60068-

          2-48:1982,IDT)

    —     GB/T 2424. 20-1985 电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验导则

    —     GB/T 2424. 21-1985 电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验导则

    —     GB/T 2424.22-1986 电工电子产品基本环境试验规程 温度(低温、高温)和振动(正弦)综

        合试验导则(eqv IEC 60068-2-53:1984)

    —     GB/T 2424. 23-199。 电工电子产品基本环境试验规程 水试验导则

    一     GB/T 2424. 24-1995 电工电子产品环境试验 温度(低温、高温)/低气压/振动(正弦)综合

          试验导则

    —     GB/T 2424. 25-200。 电工电子产品环境试验 第 3部分:试验导则 地震试验方法

          (idtIEC 60068-3-3:1991)

    本部分等同采用IEC 60068-2-48:1982《基本环境试验规程 第2部分:试验IEC 68中的模拟贮存

影响试验的应用导则》(英文版)。

    本部分代替GB/T 2424. 19-1984((电工电子产品基本环境试验规程 模拟贮存影响的环境试验
导 则》。

    本部分等同采用IEC 60068-2-48:1982,

    IEC原文3.2.2中有误，“⋯⋯低于80% ......”应为“⋯⋯高于80 % ......，本部分予以更正。
                                                                                                                                                    I
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同时，为便于使用，本部分做了下列编辑性修改:

a) “本导则”一词改为“本部分”;

b) 删除IEC前言。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电工电子产品环境技术标准化技术委员会归口。

本部分由广州电器科学研究院负责起草。

本部分主要起草人:张志勇。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

— GB/T 2424. 19- 1984,
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电工电子产品环境试验

模拟贮存影响的环境试验导则

贮存 的定 义

    本部分中，术语“贮存”是指将元件、设备或其他产品在非工作状态下保存较长一段时间(从几星期

至若干年)，处于下述一种条件下:

    a) 工业仓库、零售商店等典型环境条件下;

    b) 备用、应急装置或设备，例如:火灾报警器、辅助电动机、备用发动机等，由于周围设备的运行，

        它们可能经受特别严酷的环境应力;

    c) 在需要长时间才能完成的安装中，设备安装时的初始环境可能比其运行环境严酷得多，例如:

        大型电话交换机房、大型计算机房、电站等。

    注:应参考与这些条件有关的环境数据的专业标准

2 贮存试验的定义和目的

    贮存试验是指在产品的正常贮存期内，模拟一种或多种环境应力对产品的影响。当疲劳积累可能

存在时，贮存试验可以用来确定:

    a) 贮存是否影响产品在其预定应用中的使用，例如，元件引线或印刷电路板的可焊性变坏，电气

        参数的漂移超差，已引起开路或短路;

    b) 在贮存后使用时，产品的主要性能或可靠性是否降低，或两者都降低;

    c) 对于应急设备，在长期未使用后，其正确可靠运行的能力是否受到破坏。

    注:对于比较新的产品或那些长期贮存后的产品的可靠性的确定，以及贮存后运行可靠性的确定，宜参考有关可靠

          性和维修性的 国家标 准。

在贮存条件下的劣化机理和失效类型举例

    下面是由于贮存引起失效的机理和失效类型的典型例子:

3. 1 氧化或基体材料与镀层之间的扩散过程，能降低元件引线和印刷电路板的可焊性。热能会加速这

些过程，结果使表面的可焊性大为降低。潮湿腐蚀也会降低可焊性，大气中的污染物质或许会加速这种

腐蚀。

3.2 湿度变化引起失效的其他例子:

3.2. 1 极低湿度的长期作用，甚至在较低的温度下，能使塑料变得相当干燥。这些塑料的电气性能和

机械性能可能会降低，导致在贮存后的运行中破坏或失效。

3.2.2 由于缺少自热效应，贮存期间的高湿度比运行期间的高湿度更危险。在相对湿度高于80%的

条件下长期贮存，还会对贮存产品的功能特性及可靠性产生不利影响。

3.2.3密封不良的容器贮存在反复出现高峰值的高相对湿度条件下，或者在温度周期性变化、中等高

湿的条件下，其内部的湿度会渐渐增大。因此，长期贮存之后，由于温度在一定限度内突然降低，容器内

部会产生凝露。

3.2.4 贮存在高温高湿条件下的产品，特别是存在有机材料时，会受到霉菌生长的影响。高温高湿还

会加速诸如盐雾和工业气体等引起的化学作用的影响。

3.3 其他失效机理举例:

3.3. 1 长期暴露在高温环境下能够引起电解电容器和电池的干涸、热塑性塑料刚性的丧失、防护化合
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物及浸溃蜡的软化和蠕变。一般来说，在这种条件下，材料的老化会加速

3.3.2 长期暴露在低温环境下会使橡胶、塑料甚至金属部件变脆、产生裂缝和断裂。有些密封件会由

于收缩和开裂而损坏。

3.4 高温氧化或潮湿腐蚀引起的机械部件的堵塞(卡住)。

3. 5 产品的功能参数可 能漂移到规定限 度之外 。可能出现开路或短路 。

4 选择合适的试验

    由于不同参数产生不同的应力，从而引起不同的破坏类型或失效模式，很显然不可能明确规定一种

单一的贮存试验。

    GB/T 2423《电工电子产品环境试验》所述的标准试验，可以方便地用来模拟特定的贮存条件，通

常，贮存试验是以下列试验为基础:试验A:低温;试验B:干热;以及试验Ca:恒定湿热。试验持续时间

一般较长，可能长达几个月(试验Ca的最长时间为2个月)。对于某些情况(例如盐雾、工业大气)，其他

试验可能更加重要，在制定详细贮存规范时宜考虑这些试验。

    众所周知，标准试验并非用来模拟实际条件，在某些情况下有必要做一些特殊试验。尽管如此，从

技术及经济上考虑，建议只要有可能，就宜采用标准试验。

    在选择合适的试验时，相关规范的编制者宜考虑:

    a) 试验的目的:见第2章;

    b) 预期的劣化机理和失效模式:这些可以从经验或对产品特性和贮存条件的分析中得知，并且

        和环境与材料之间的相互作用有关，见第3章;

    c) 涉及的主要环境应力以及它们能否看作是单独作用、综合作用或依次作用;

    d) 在失效模式无本质性改变以及不引起新的失效模式的情况下，加速劣化进程的可能性。

4. 1参考GB/T 2423中试验方法相应的导则，考虑到贮存试验的目的，本部分给出了关于选择试验严

酷程度等级应遵循的特殊规定的一些考虑。

4.2 试验的加速(有效地用来减少试验持续时间)，不能总是通过增大应力来获得，因为这样可能引起

劣化机理的重大改变，从而获得的试验结果没有任何实用性。例如:

    a) 潮湿腐蚀现象，无论有无大气污染物的作用:增大相对湿度所产生的腐蚀产物，会在形态上完

        全不同于在自然条件下形成的腐蚀产物;

    b) 绝缘材料吸收水蒸气的结果，尤其是那些与由于结构改变而产生不可逆影响有关的结果:湿

        度条件不如GB/T 2423.3试验Ca:恒定湿热中规定的严酷，采用较低的温度和相对湿度或两

        者之一可能更合适，特别是分析对防护不良的产品的影响时尤其如此。

    c) 有些材料的缓慢变形现象，对电子元件的参数漂移相当重要:在自然条件下，这些现象常与那

        些在大幅度温度突变条件下所产生的大不相同。

4.3 在某些情况下，贮存试验可能会持续一段长的时间，那么，试验的有效性不在于缩短获得试验结果

所需的时间，而在于在控制的和可再现的条件下所发生的现象。

    一般来说，对于这些在有限应力作用下，持续时间长的试验，与高加速的试验相比，可以容许试验条

件的较大变化。因而试验设备的控制和调节可以简化。

4.4 在另一些情况下，试验可以通过增大应力而不在本质上改变劣化机理获得加速，例如:

    a) 提高温度能加速干燥过程，例如电解电容器和电池的干涸。一般来说，提高温度能加速材料暴

        露于干热条件下的老化过程;

    b) 橡胶、塑料以及一些金属零件由于低温引起的脆化、开裂及断裂，可以通过暴露于适当低于它

        们的实际贮存条件的温度而得到加速。

5 试验程序的细节

    贮存试验与用于其他目的(性能测定、鉴定等)的试验相比，在安全上没有更多要求，进行试验时采
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取的正常保护措施，特别是那些与试验设备及相关仪器控制有关的保护措施都适用于贮存试验。

    应特别注意功能参数的测量，尤其是在持续时间很长的试验期间和试验之后进行时。试验之后韵
恢复条件通常是很重要的，例如，脱水的材料可能开始吸潮，已吸收或吸附了水分的材料开始干燥。

    在这些情况下，应明确规定并精确控制恢复条件，参见GB/T 2423《电工电子产品环境试验》中所

述的试验 。

    注:GB/T 2421-1999《电工电子产品环境试验 总则》中5.4.1规定了“控制的恢复条件”.
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